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(57) Abstract: The invention relates to a method for determining the transmission behaviour of an optical waveguide with a step 
J££ index profile, wherein the optical waveguide is composed of guide pieces, protruding into each other, so that the surfaces of said guide 

pieces comprise real and virtual surfaces, lying respectively outside and inside another guide piece. The transmission behaviour is 
fs| determined by geometric ray tracing, wherein the points of intersection of a ray with the surfaces of the guide pieces are determined, 

which are thus defined analytically, in particular, by extrusion of cross sections along an axial trajectory. A real material transition 
W can be determined by an iterative procedure. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung des ttbertragungsverhaltens eines Lichtleiters mit 
Stufenindexprofil, bei dem der Lichtleiter aus ineinander eintauchenden LeitstUcken zusammengesetzt gedacht wird, so dass die 
Oberfiachen dieser LeitstUcke aus realen, auBerhalb liegenden, und virtuellen, innerhalb eines anderen LeitstUcks liegenden Ober- 
fiachen bestehen. Das Ubertragungsverhalten wird mit geometrischer Strahlverfolgung bestimmt, indem die Schnittpunkte eines 
Strahls mit den Oberfiachen der LeitstUcke bestimmt wird, die aus diesem Grunde analytisch definiert sind, insbesondere durch 
Extrusion von Querschnitten entlang einer Axialtrajektorie. Ein iteratives Vorgehen erlaubt es, einen realen Materialubergang zu 
bestimmen. 



